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Bulletin

Gislo 39 prosinec 1982

Tato publikace p¥indSi Seskou verzi 4.84sti terminolo-
gickych pravidel IUPAC, v&novanou spektrdlni analyze v oboru
rentgenovych spekter (Pure Appl. Chem. 52, 2541 /1980/). Ta-
to &ast byla schvdlena v. r. 1979 komisi IUPAC ve sloZeni :

Predseda : J.Robin (Francie), sekretd® : R.Jenkins (USA).
Glenové : Ju.I.Beljajev (SSSR), K.Laqua (NSR), W.H.Melhuish
(N.Zéland), R.Muller (Svycarsko), I.Rubedka (ZSSR),
A.Strasheim (JAR), Mimo¥ddni &lenové : C.Th.J.Alkemade (Nizo-
zemi), L.S.Birks (USA), L.R.P.Butler (JAR), V.A.Passel (USA),
N.Omenetto (Itdlie), E.Pl&ko (8SSR), R.0.Scott (Velkd Brita-
nie), M.Zander (NSR). :

Jednou z hlavnich zdsad pfi pPekladu a redakci Seské ver-
ze bylo zajisténi kontinuity s drive publikovanymi p¥eklady
88sti I. - III. (Bulletin Us.spektroskopické spolednosti
¢.35, listopad 1981); v této zdsadd spatrujeme prispévek
ke vzdjemnému porozuméni mezi pracovniky specializovanych
disciplin. :

Piijmeme vd&céné kaZdé zhodnoceni navriend deské termino-
logie a zejména podndty k jejimu daldimu zdokonaleni. Veidke-
ré p¥ipominky je tfeba co nejd¥ive zaslat na adresu :
Us.spektroskopickd spolednost, ndzvoslovnd komise,

Kozlovskd 1, 160 00 Praha 6.

Jo Musil

predseda ndzvoslovné komise
s.apektroskopické spolednosti
p¥i CSAV
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1. Ovod
1.1 Obecné pozndmky k ndzvoslovi

Prvni a druhd dédst této Fady se zabyvala obecnymi doporudeni-
mi pro atomovou emisni spektroskopii a interpretaci dat. Po-
slouZi jako pravodce k ¢dsti IV. o rentgenové spektrdlni che-
mické analyze, obdobné jako poslouzily k &dsti III. o plame-
nové spektroskopii. Ndzvoslovi a praxe popsané v tomto doku-
mentu obecnd odpovidaji optické spektroskopii (viz cdst I).
Existuji vSak nékteré priklady, kde dlouho zavedend praxe si
vyZzddala uZiti specidlnich symbold a terminologie. Napt.

v podstaté vSechna rentgenovd méfeni se délaji technikou po-
¢itdni fotonl, ale vysledky vétSinou nejsou prevddény na zd-
Pivy tok nebo hustotu zd¥ivého toku nebo ozdreni. Termin tok
fotonld by byl vhodny, kdyby méfeni byla korigovana na ucin-
nost detektoru, ale to je u rentgenové chemické analyzy pro-
véddéno zridka (déld se to pPi méreni spektrdlniho rozdeleni
brzdného zdfeni - viz 4.1). Proto se obvykle uzivd terminu
intenzita rentgenového zdfeni I a vyjadruje se jako pocet fo-
tonl detekovany za jednotku Casu. Podobné termin relativni
intenzita rentgenového zd¥eni I, se uZivdn ve smyslu : inten-

zita pro stanovovany prvek v nezndmém vzorku délend intenzi-
tou pro stanovovany prvek p¥i zndmé koncentraci. Jiny pri-
klad : symboly pro parametry analyzujiciho krystalu a pro
rentgenovy zeslabovaci koeficient se dob¥e zavedly a dusled-
né se v literature pouZivaji. Je nesnadné je zaménit za sym-
boly Vv jinych oborech spektroskopie a proto jsou ponechdny.

1.2 Podobnost mezi rentgenovou a optickou spektroskopii

Mezi rentgenovou g optickou spektroskopii existuji jisté po-
dobnosti, ale i nékteré duleZité rozdily. Stejné jako u kazdé
jiné spektroskopické metody rozlisujeme i v rentgenové spek-
troskopii t#i kroky : a) excitaci, pri které vznikaji emisni
&¢dry charakteristické pro prvky v materidlu, b) méFeni jejich
intenzity, c¢) prevedeni intenzity rentgenového zdfeni ng kon-
centraci pomoci kalibradniho postupu, ktery miZe zahrnovat i
korekci na matridni vlivy. Naproti tomu pPfistrojové vybaveni,
technike méfeni a zpracovani gigndlu se pro uvazovany obor
vlnovych délek znadné 1idi od ostatnich emisnich spektrosko-
pickych technik.

1.3 Vznik charakteristickych rentgenovych fotond

Charakteristické fotony rentgenového zdfeni vyuZivané k analy-
ze vznikaji pri prechodech mezi vnit¥nimi elektronovymi ener-
getickymi hladinami v atomech. Aby mohla vzniknout charakte-
ristickd: emise, musi byt atom nejd¥ive ionizovdn nap¥.

ve vrstvé K, L nebo M. Ionizaci lze docilit fotonem nebo Cds-
tici, pokud jejich energie prevySuje vazebni energii elektro-
nu v prislusné vrstvé. Po ionizaci dochdzi k emisi rtg.ddry
(nebo k emigi Augerova elektronu - viz 4.3.1), jestlize se
vekance zaplni elektronem z nékteré vnéjsi vrstvy. Energie E
charakteriugtického fotonu je rovna rozdilu vazebnich energii

elektronovych hladin, mezi nimi% nastdvd prechod. Probihd-1i
poddtedni ionizace ve vrstvé K, mluvime o dardch serie K,
je-1i ve vrstvé L pak mluvime o &ardch serie L atd. Charakte-
risticky foton lze také popsat vlnovou délkou A", p¥FidemZ 2
a E splnuji vztsh A = K/E. Hodnota konstanty K je

1,9865.1071° mm.J, co¥ je 1,2399.10° mm.eV.

2. Ndzvy a symboly obecné pouzivanych fyzikdlnich
velicdin . :

Nédsledujici terminy jsou v souladu s I.cédsti této serie
terminologickych pravidel :
prostorové souradnice
délka.

s ¥y 2

vyska
Sitrka

objem

hustota
polomér
rovinny uhel oL A
prostorovy thel
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rychlost svétla (ve vakuu) (c.)
vinovd délka
kmitolet
hmota

cas

Q
-

energie
vykon (energie za jednotku &Sasu)

= kB &+ B < D

Planckova konstanta

3. Nédzvy vztahujici se ke vzorku
3.1 Masivni vzorek

V rentgenové spektroskopii se obecnd uZivaji pevné nebo kapal-
né vzorky o hmotnosti 1 gram nebo vice. Je-1li vzorek tak tlus-
ty, Ze intenzita charakteristického fluorescenéniho zdreni se
vyznamn& neméni p¥i zvétSeni tlousiky, nazyvd se masivni vzo-
rek s nekonednou efektivni tlousTkou. .

3.1.1 Pevny vzorek
Vzorky kovl nebo slitin maji povrch upraveny brousSenim. Jest-
liZe referendni a nezndmé vzorky jsou pripraveny stejnym zpi-



sobem, pak nerovnost povrchu, kterd miZe byt tolerovdna bez
zavedeni matematické korekce na nerovnost, zdvisi na atomovém
¢isle : pro prvky s atomovym Cislem nad Z = 25 jsou nejvyse
pPipustné rozdily mezi vrcholy a uddolimi kolem 50 ,um, kdeZto
pro prvky kolem Z = 12 mohou byt rozdily jenom 10/ M.

3.7.2 Pragkovy vzorek

Minerdly nebo rudy mohou byt pfipraveny tak, Ze se prasek
slisuje do tablet s pojivem nebo i bez ného. JestliZe se po-
uzivaji prdskové referencéni vzorky, velikost ddstic by méla
byt podobnd velikosti Cdstic neznamych vzorki. Velikost Cds-
tic, kterd miZe byt tolerovdna. bez matematické korekce, je ob-
dobnéd tolerované nerovnosti povrchu popsané v 3.1.1 pro tytéZ
prvky.

3.1.3 Vzorek ve formé tuhého roztoku

P¥ipravuje se rozpoudténim pevnych ldtek nebo prdskd v boraxu
nebo podobném tavidle, aby se ziskal homogenni vzorek. P¥i
tomto postupu se sniZi intenzita, protoZe dochdzi ke z¥edéni,
ale odpadd matematickd korekce na velikost Cdstic nebo jiné
heterogenity v pivodnim vzorku. Tato priprava obecne omezuje
meziprvkové vlivy.

3.7.4 Tekuty vzorek

Obvykle se umistuje v kyvet& s tenkym okénkem, které propous-
t1i dopadajici a vystupujici rentgenové zdfeni. T&kavé kapali-
ny mohou ménit sloZeni odpafovdnim jedné nebo vice sloZek.

3.2 Vzorek s omezenou tloustkou

Je-1i mnoZstvi materidlu p¥{ilis malé na to, aby se dal pripra-
vit masivni vzorek, vzteh mezi intenzitou rentgenoveho zd¥eni
a koncentraci pro kazdy stanovovany prvek bude zdviset kromé
sloZeni vzorku také na jeho hmotnosti. Casto je vyhodné pouZit

pouze 0,5 a% 1,0 mg/cm2 nebo méné, i kdyZ je k dispozici vétdd
mnozstvi materidlu. Pro takto omezend mnoZstvi je intenzita
rentgenového zdfeni gtanovovaného prvku prakticky linedrné
umérnd koncentraci nezdvisle na sloZeni matrice.

4. Nazvy a symboly vztahujici se k buzeni rentgenové-
ho zd¥eni

Rentgenova spektra charakterlstlcka pro prvky analyzova-
né ve vzorku mohou byt excitovdna ruznyml dopada31c1m1 fotony
nebo urychlenyml castlcem1. Dva nejcéastéji pouZivané typy bu-
zeni jsou buzeni pomoci elektronti (napt¥. v "elektronovych
mikrosonddch" nebo rastrovacich elektronovych mlkroskopech)

a buzeni pomoci fotonld z rentgenek. Existuji vSak i jiné for-
my buzend.

4.1 Vznik rentgenového zd¥eni buzenim elektrony

Dopada—ll svazek elektrond na anodu nebo na vzorek, ex1stu31
t¥i moZnosti, jak mohou elektrony ztrdcet energii. Primérnd

ztriata energie na Jednotku vzddlenosti ve sméru drdhy elektro—
nu se nazyva elektronova brzdnd sila dE/dx.

4.1.1 Nizkoenergetické srdiZky

VétSina interakci elektroni s atomy vede ke ztrdté energie
elektronu radove nékolika eV. Tato ztrdta energie elektronu
se v ozaFovaném materidlu p¥eméhuje hlavné na teplo.

4.1.2 Vznik charakterzstlckeho rentgenového zdreni

Malé procento 1nterak01 elektront (1 z tisice nebo méné) ioni-
zuje atomy a miZe vést k emisi charakteristického fotonu (viz
4.,3). Ionizacni uéinny prifez Q, uddvd pravddpodobnost

takové ionizace. B&Znd se uddvd v cm” a. obvykle je ddn jako
uéinny pratrez pro vznik urcitého druhu ionizage, napr. Q>

Qq, atd., kde index uddvd, kterd hladina je ionizovdna.
beyr ~ :
Veliéina Q vystupuje v rOanCl dA/dx = q.Q n,, kde g je pocet
elektrond dopadajicich na 1 cm2 ve sméru normaly k tenké
vrstveé materlalu, kterd obsahuje n; atomi prvku i na objemovou

jednotku a vytva¥ejicich dA ionizaci ve vrstvé tloustky dx a

plose 1 em”. Jak bude ukdzdno v odst. 4.3.2, Q md pojmové a
matematlcky uzky vztah k absorpcnlmu koeficientu pro zdreni.
Hodnota Q je pomérné konstantni pro vsechny energie elektroni
vEts{ nez asi dvognasobek vazebnl energie v dané vrstvé. To
znamena, zZe zvySeni vytezku vznlklych rtg.fotonu na dopadaji-
ci elektron zpusobuae splse zvétSend délka drahy elektronl

o vysoké energii nez zména ionizadniho déinného prifezu.

4.1,3 Spojité spektrum

U né€kterych dopadajicich elektront ($4dové u jednoho z tisice)
dochdzi k interakcim, pFi kterych tyto elektrony Jsou zbrzdeny
a ztrdceji stovky nebo tisice eV energle, aniZ by pri tom ioni-
zovaly atomy anody. P¥i t8chto interakcich dochdzi ke vzniku
rentgenovych fotond tvoficich spojité spektrum. Spektrilni roz-
déleni ost¥e stoupd od krdtkovlinné meze Duana-Hunta anﬁn’ od-
povidajici maximu energie dopadajicich elektronl, dosahuje

vrcholu mezi 1,5 aZ 2 ndgobkem minimdlni vlinové délky Amin

a pomalu klesd pri vétSich vlnovych délkdch. Toto spojité_
spektrum se casto nazyva brzdnym zarenlm a predstavuje ruSivé
pozadi pri méFeni charakteristickych Car.

V pripadé spojitého spektra je vhodné mluvit o spektrdl-
ni intenzit& I (viz pozn. a, b). MiZeme doplnit index A nebo

- —

Pozn. a : Vyklad k po
minu viz Vv
videl

Pozn. b : UZivat oznaceni I ve smyslu "intenzita jako funkce
dhlu" fL se nedoporuque, protoze hodnota Ig je zZd~
visld na mezirovinnych vzddlenostech uzitého krystalu

1 pojmu intenzita jako obecného ter-
s

uzit
I.Z4stli této serie terminologickych pra-



E podle toho, zda vyjad¥ujeme méFfeni v jednotkdch vlinovych dé-
lek nebo energie (praktické jednotky viz 4.4). Naméfend hodno-
ta musi byt korigovana na ulinnost detektoru a reflexni schop-
nost krystalu.

4.2 Vznik rentgenového zdreni dopadem kladnych lontd

Ionty se ve zplsobu buzeni rentgenového zd¥eni podobaji elek-
trontm avSak p¥imo nebudi mé¥itelné spojité spektrum. Spojité
spektrum je buzeno elektrony, které dopadajici ionty vyrdzeji
z atomi ldtky. Polet vzniklych charakteristickych fotonlt Je

v pripadé protont podobny jako .u elektronld, jestliZe energie
protont je asi 100 krdt vét3i neZ energie elektronl.

4.3 Vznik rentgenového zdfeni dopadem fotond

Nejobvyklejsi metodou buzeni charakteristického rentgenového
zéd¥eni pro chemickou spektrdlni analyzu je pouziti zd¥eni
(toku fotonll) rentgenky, kterym jsou ionizovdny atomy.vzorku.
Toto buzeni fotonem, ndsledované emisi fotonu se nazyvd rent-
genovd fluorescence. ZdYeni rentgenky se oznacuje jako pri-
marni zd¥eni, fluorescenlni zdfeni se nazyvd sekunddrni zd-
feni. Primdrni zd¥eni se obvykle vyndsi jako spektrdlni in-
tenzita In mnebo I, nebo je tebelovdno jako I5AA p¥ipadné

IEéiE (tabulky uddvaji polet fotont v urditém intervalu A A

nebo A E. Aby primdrni foton mohl vybudit charakteristickou

emisi, musi jeho energie pYrevysSit vazebni energii nebo ioni-
zalni energii v nékteré elektronové hladiné. Vazebni energie
se oznafuje jako Eyp, By atp. Odpovidajici vlnovd délka se na-

zyvé charakteristickd vlnovd délka absorpéni hrany a znadi se
K , atd.
abs
Intenzita emitovaného charakteristického rentgenového zi-
feni jednotlivych prvkd ve vzorku zdvisi predevdim na fluores-
cencnim vytéZku a zeslabovacim koeficientu.

4.3.1 Fluorescentni vytéZek o

KdyZz elektron wvnéjsi vrstvy zaplni vakance ve vnit¥ni vrstvé
ionizovaného atomu, emituje se bud charakteristicky foton ne-
bo jiny elektron vnéjsi slupky (takto emitovany elektron se
nazyva Augertv elektron). Fluorescentni vytéZek odpovidd
pravdépodobnosti, Ze bude emitovdn foton. Fluorescendni vyté-
zek je mensi neZ 10% pro prvky s nizkym atomovym &islem, ale
bliZi se jednicéce pro prvky s vysokym atomovym ¢islem. Podle
toho, o jakou plvodné ionizovanou vrstvu se jednd, je znaden
i fluorescendéni vytézek Wxr @y atd.

4.3.2 Linedrni zéslabovaci koeficient

ZmenSeni intenzity svazku rentgenového zd¥eni p¥i pritchodu
ldtkou na jednotkové drdze je popséno linedrnim zeslabovacim
koeficientem. Tento koeficient ma dvé sloZky : ¢'je linedrndi
koeficient vlastni absorpce a G Jje linedrni rozptylovy koe-
ficient. Pro vlnové délky bé&Zné uzivané v analyze (od prvkd
se Z2%10) je 7 obvykle vice neZ 10x v8t31 ne? G’. Ionizace

aa

9

atom je zahrnuta pouze ve slofce T a mi¥e byt vyjdd¥ena
v analogickém tvaru jako rovnice v odst. 4.7.2 :
dA/dx = -dg/dx = T'q, kde g  opét predstavuje pofet fotoni,

které dopadaji kolmo na 1 cm? vrstvy materidlu a T nshrazu-
je 8len Q.n vystupujici v odst. 4.1.2. Na rozdil od Q roste

T pPibliZnd Umernd N> nebo 1/B° s vijimkou ostrfch poklestt
na charakteristickych absorpdnich hrandch (viz odst. 4.3).
Pomér zeslabovacich koeficientd vlastni absorpce na obou
strandch absorpéni. hrany je dén koeficientem skoku na absorp-
¢ni hrané r.

4.3,3 Hmotovy zeslabovaci koeficient ¢4
Pri zkoumdni pridchodu rtg. zd¥eni mnohosloZkovymi vzorky se
gpide neZ linedrni zeslabovaci koeficienty d“ uzivaji hmotové

zeslabovaci koeficienty dﬁf , kde f je hustota. Fmotovy ze-

slabovaci koeficient prvku j osnovy pro charakteristické zd-

Feni stanovovaného prvku i se pro jednoduchost oznaduje jako

Mi, e Fro osnovu (matrici) M o k slozkdch (vietnd stanovo-
, :

vaného prvku i) se celkovy hmotovy zeslabovaci koeficient
jednoduse vyjddri jako o
k= L )G

kde c4, c,, atd "jsou koncentrace prvki normalizované vztahem

Zg =1
1%

4.3.4 Sekunddrni fluorescence

Sekunddrni fluorescenci se mini excitace charakteristického
ziveni stanovovaného prvku ve vzorku sekunddrnim charakteris-
tickym zdfenim ostatnich prvki pPitomnych ve vzorku. Vysled-
kem je zvySeni m&Feného signdlu. Sekunddrni fluorescence je
Sastg dileZitym p¥ispdvkem pro prvky Z220, pokud vzorek zd-
roven obsahuje sousedni prvky s ponékud vétSim atomovym Cis-
lem, jejich# charakteristické zdreni ionizuje stanovovany
prvek.

5. Ndzvy a symboly vztahujici se k m&Feni rentgeno-
vého zdreni
K popisu charakteristického rtg. zd¥eni rlznych prvkd
uZivéme bud vlinové délky A nebo energie E; tato praxe je dé-
na typem pou¥itého mé¥iciho zafizeni.
5.1 Vlnovéa disperse

Vlnovd disperse je prostorové rozdéleni sloZek charakteristic-
ckého rentgenového zdfeni podle vlinové délky.

5.1.1 Difrakce krystalu
7 polychromatického zdfeni emitovaného vzorkem po prichodu ko-

limdtorem je vymezen p¥ibliZné rovnobézny svazek (obr. 1).
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Tento svazek dopadd na difraktujici krystal, ktery zmdni )
smér jednotlivych sloZek svazku o rtizné vlinové délce o rizné
dhly pedle Braggovy rovnice )

nA = Edh.kl sinf 5

‘kde 7 je Bragglv thel mezi dopadajicim zdfenim a difraktuji-
cimi rovinami, n je $4d difrakce (viz pozn. c¢), dhkl je mezi-

rovinnd vzddlenost pro difraktujici roviny (h k 1). Celkoxy

thel mezi dopadajicim a difraktovanym zd¥enim je roven 2 .
Pro vlnové délky vét3i neZ 1 nm mi¥e byt ufito mPiZky s vel-
‘mi malou vzddlenosti vrypd, ale aZ do 10 nm je v praxi ddvd-
na prednost pseudokrystalim typu steardtu barnatého. Otdde-

nim krystalu je postupné orientovdno na detektor zd¥eni, jed-
notliyych vlnovych délek aZ do maximdlni vinové délky 7Amax,
kde Amax = 2d. Praktickd mezni hodnota je pPibliZné& 1,84 ,

coZ je ddno mechanickym omezenim konstrukce 'spektrometru.

5.1.2 Ghlovd disperze a8/dA
Zména dhlu B, kterd odpovidd zmén& vlnové délky dA , je
@/dA = 1/(2d cos ®) = tg 8/A ; to -znamend, %e nejlepsi
rozliSeni Sar v daném ¥$ddu spektra ziskdme s krystalem, kte-
ry mid malé dpxl. ‘ ‘
5.1.3 Charakteristika krystalu
K selektivnimu odrazu na difrsktujicich rovindch dochdzi
ve skutelnosti v jistém vhlovém rozmezi. U mosaikovyich krys-
tall je to ddno predevdim nedokonalosti krystalu a u velmi
dokonalych krystald je konednd 3iFe oblasti, ve které dochd-
z{ k reflexi v souladu s dynamickou teorii difrakce. Tvar
difrakéniho maxima pro monochromatické zd¥eni je ddn méFenou
k¥ivkou, jestliZe se krystal natdéi v oblasti Braggova Ghlu.
7 fotonu, které dopadaji na krystal ped thlem @~ je reflekto-
véna ¢dst P(@). Pro mosaikové krystaly md pik p#ibliZn& tvar
Gaussovy ki¥ivky a ukazuje stupen dokonalosti krystalu. Cha-
rakteristiky, piku dovoluji kvalitativné srovnat riGzné krysta-
ly (viz obr. 2). . ; -
Ustdlila se ndsledujici symbolika : Celkovd Si¥ka piku
v poloviné maxima se oznaduje jako 3iFka W3 nabjvd hodnot od
nékolika thlovych vteFin do 10 a¥ 20 minut. Maximdlni hodnota
P(8) se nazyvd maximdlni difrakdni koeficient P, ktery pro
béZné krystaly nabyvd hodnoty od 0,2 do 0,8, Integrdlni koefi-
cient reflexe R = IP(G')dS« je wddn v radidnech (d®& je v ra-

didnech)a nabyvd hodnot od 1072 a% do 10~ radidnd.

5.1.4 RozliSeni spektrometru B v thlovych jednotkdch (pozn. d)
Z obrdazku je zrejmé, Ze kolimdtor dovoluje dhlovou divergenci

e e

Pozn. ¢ : PouZiti n pro ¥dd difrakce je v souhlasu s doporude-
nimi IUPAP a IUCrst, ale je v rozporu s I.ddsti té-
to Pady terminologickych pravidel IUPAC.

Pozn. d : terminu rozliSeni je v této &dsti uZito o0dlisdng od
pfedchdzejicich Gdsti této série terminologickych
pravidel

RV Y
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prochdzejiciho svazku. Intenzita linedrné ubyvd na obé stra-
ny v zdvislosti na thlové odchylce od osy svazku a tim je
dan "trojdhelnikovy tvar" rozdéleni intenzity proslé kolimd-
torem; Si¥e v poloviné maxima Jje ozZnacovdna jako rozliSeni
kolimatoru B,. RozliSeni kolimdtoru je ddle konvoluovano (ja-

ko by m&lo Gaussovo rozloZeni) s difrakéni krivkou krystalu
o Sirce W a vysledné rozlisSeni spektrometru B je dano vztahem

B =VB§ + W 3 B nabyvéd pro b&Zné kolimdtory hodnot od 1072 @o

5 x 107> radidnt tj. 4 - 20 dhlovych minut. Nap¥. u tak uZi-
tedného krystalu jako je LiF, pro difrakéni roviny (EDQ)Va i
pro fotony o energii 6000 eV je nejlepdi rozlideni vyjddrené

ve vlnovych délkdch kolem 4 x 107" nm, nebo v energelické
stupnici mensi neZ 13 eV. RozliSeni se v3ak u fotoni o vysoké
energil sniZuje a bliZi se hodnoté 250 eV pro 25,3 keV fotony
(Sn K ). Rozlideni 13 eV v oblasti energii fotorai 6000 eV
miZeme srovnat g nejlepdim rozlidenim 135 - 150 ¢V pro detek-
tor Si(Ii) (viz odstavec 5.2.2). Krystalovy spektromelr viak
difraktuje zd¥feni v rizném Pddu pPi témZ vhlu ¥4 to znuuernd,
Ze pro A, = OH/2 se druhy ¥dd pro vlnovou délku A, bude

prekryvat s prvym ¥ddem pro ;\1 (harmonicky prekryv) a Qq
nemiize byt rozliSeraod AB’ leda pomoci vySky pulsu (viz
odst. 5.1.5).

5.1.5 Detektory uZivané u vlnové disperznich spektrometrd
Obvyklé jsou detektory dvou typl : proporciondlni detektory
plnéné plynem nebo scintilaéni detektory. Proporciondlni de-
tektor plnény plynem je pPfevdiné pouzivan pro vlnové délky
vét31 neZ 0,15 - 0,2 nm. Je to vdlcovd komirka naplnénd vzéc-
nym plynem, nap¥. Ar nebo Xe, ktery absorbuje fotony rtg.za-
¥Yeni. Mald p¥imés zhdSeciho plynu (napf. organické pary nebo
halogen) zabranuje opakovanému zapdleni vyboje. )
Absorpce rtg.fotont ve vzdeném plynu vytvaPri uréity po-

et pdrd ion - elektron, ktery je Umérny energii absorbované-
ho fotonu. Silné radidlni elektrické pole urychluje elektro-
ny smdrem ke st¥ednimu vldknu (anod8) detektoru. V pribéhu
urychlovdni dochdzi k dcdatcdné ionizaci (plynové zesileni),
ale mira tohoto zesileni je pribliZné nezdvisld na podétu po-
dtednich pdrd ion - elektron a vyslodnd amplituda pulsu zOs-
tdvd tak umérnd energii abscrbovandho fotonu. Vysledkem sta-
tistického rozdéleni jak pocltu vytvorenych pdrid elektron -
ion, tak plynového zesileni je romddlenT amplitud impulsd
rro absorpci fotonl o konstunini energii. Rozliseni detekto-
ru [ v eV je celd Sitka krivky amplitudového rozdéleni impul-
st v polovicéni vySce maxima; %’je ddno empirickym vyrazem
22,35 7,7¢ B, kde 2,35 je SiFka v polovidni vysce pro
normalizovanou k¥ivku normdlniho rozdéleni chyb (6~ = 1),
faktor 1,7 je vlastnosti detektoru a je urcen empiricky,

£ je ionizadni energie (15,8 eV pro argon) a E je energie
fotonu. Pro fotony o energii 6000 eV je ' 950 eV. Po absorp-
ci fotonu rentgenového zdreni detektorem nastdvd Casové ddebi
zvané mrtva doba tps béhem které systém neni schopen reagovat
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na ndsledujici absorbovany foton. Jak detektor, tak elektiro-
nicky zesilovad p¥ispivaji k mrtvé dobé ty systému; tp byva
Fddové nékolik ms. Mrtvd doba zplisobuje, Ze méfend intensita
Im’ vyjdd¥end Podtem pulsl za vte¥inu, je sniZena viéi sku-

tedné intensité. Korigovanou intensitu I  lze ziskat z rovni-
ce I, =1TI/(1 - tyI ), pokud tDIm_é 0,13

Scintiladni detektor se obvykle uZivd pro vlinové délky

kratdi ne¥ 0,2 nm. Souddsti detektoru je krystal (nap¥. Nad ]

aktivovany T1), ktery po absorbci rtg. fotonu emituje ve vi-

ditelné oblasti spektra. Fotondsobid, ktery je opticky spo- ﬂ
jen s krystalem, pYevede opticky signdl na proudovy a po ze- ‘
sfleni na vystupu vytvd¥i pulsy napéti Umérné energii fotonu
rentgenového zd¥eni. Pro tutéf energii fotonu md scintilaéni

detektor asi trojndsobné v&t3i [T neZli proporciondlni detek-

tor; mrtvd doba je podobnd jako u proporciondlniho plynem

plnéného detektoru.

5.2 Energetickd disperse

Fnergetickym rozliSenim je minéno rozdéleni fotond charakte-
ristického zd¥eni podle jejich energii. Energeticky dispers-
ni pristroj nepotrebuje krystalovy spektrometr (viz obr. 1 b),
ale aby byl prakticky pouZitelny, musi mit energeticky dis-
persni detektor energetickou rozliSovaci schopnost lep3i neZ
plynovy proporciondlni nebo scintiladni detektor uZivany

ve vlnové dispersnich pristrojich.

5.2.1 Polovodilovy detektor

Nejdast8ji poufivany detektor Si(Ili) je tvoFen kruhovou des-
tidkou z vhodn& dopovaného k¥emiku s nadifundovanym lithiem
v centrdlni oblasti. Na destidku je vloZeno predpeti v zd-
vérném sméru. Jestlife je v centrdlni oblasti absorbovan fo-
ton rentgenového zd¥eni, vytvori se urdity polet pdrd elek-
tron - dira, -ktery je Umérny energii absorbovaného fotonu.
Tyto elektrony a diry jsou rozdéleny elektrickym polem
uvnit¥ krystalu a vytvareji proudovy puls.

V elektronickych obvodech energeticky dispersnich spek-
trometri je mrtvd doba t,, mnohem del$i nez u zaPizeni s de-
tektory popsanymi v odst. 5.1.5; je to zplsobeno poZadavky
na zpracovani kaZdého jednotlivého pulsu. Nicméné oprava
k zigkdni hodnoty I, je realizovdna elektronicky specidlnim

obvodem, ktery mé&¥i Cas jen v pripadé, Ze obved je schopen-
registrovat pulsy. AvSak i jiné faktory, napf. rychlost zpra-
covdni pulsld v pfedzesi%ovaéi, omezuji pracovni oblast na
hodnoty asi do 20000 s—'.

—

5.2.2 RozliZovaci schopnost Si(Li) detektort

Vlivem strukturnich defektd, nedistot a jinych ztrdtovych me-
chanismi vykazuje poCet pdrl elektron - dira p¥i konstantni
energii fotond statistické variace. To vede k rozSiYeni ampli-
tudového rozdéleni impulst pro charakteristické fotony rentge-
nového zdfeni a tak miZe byt zaveden pojem "gnergetické roz-
liSeni". Rovnice pro statisticky pFispévek [g(s) k celkové 31i-
7i amplitudového rozdéleni impulst v poloviné maxima je ddna
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vztahem [1(s)$5 2,35 YF € E , kde F je bezrozmérny faktor,
tzv. Fano - faktor, jehoZ hodnota je p¥iblizn& v mezich

0,1 - 0,13 pro 8i(Li), jestlize energi?vfotonu E je v eV.

Pro energii fotonu 6000 eV by hodnota (s) byla okolo 125 eV.
um predzesilovade a do jisté miry detektoru priddva asi

80 eV; tento piispévek se p¥i¥itd podle zdkona o sc¢itédni Su-
mu ke [7(s) a zvySuje pozorovanou hodnotu /7 na hodnotu

125 + 80° = 150 eV. Tato hodnota dovoluje rozliSeni Car
K& sgousednich prvki, ale neni dostatednd nizkd pro rozlife-
ni 88ry KA prvku s atomovym &islem Z od Ke¢ Céry prvku s
atomovym &islem Z + 1 v oblasti Z = 16(sira)aZ Z = 27 (kobalt).
Rozlifenf 150 eV u polovodidového detektoru je mnohem lepsi
ne¥ rozlifeni 950 eV u proporciondlniho poditade (odst. 5.1.1)
ale mnohem ni#31 ne¥ u krystalovych vinové dispersnich spek-

" trometrd, kde lze dosdhnout rozliSeni minimdlné 13 eV (odst.

5.1.4)'

5.2.3 Mnohokandlovy analyzdtor * o f

U energeticky dispersniho rentgenového spektrometru je mnoho-
kandlovy analyzdtor uZivdn_ke zpracovdni impulsd z Si(Li) de-
tektoru. Kazdy kandl (pam&tové misto) odpovidd malému p¥irdst-
ku energie AE. Ka¥dy impuls z detektoru je ukldddn v p¥i-
slusném kandlu podle své amplitudy, tj. podle energie fotonu.
Podet impulsd v jednotlivych kandlech analyzdtoru odpovidd
spektrdlni intenzité LEAE E, kterd je funkci energie, jak je

pro absorbované zd¥eni popsdno v odst. 4.3.4.

5.3 Ndzvy a symboly vztahujici se k méFeni signdlu
v rentgenové spektrometrii

- Termin Praktické jednotky Symbol
Energie pro vytvofeni pdru
elektron-dira nebo elektron- eV 3
ion v detektoru
Fano-faktor 1 F
Rozlifeni detektoru nebo
gpektrometru eV nebo nm r1

Braggiv thel pro difrakci

na krystalu " rad, stupné &
Mezirovinnd vzddlenost

u krystalu nm, R d
Vinovd délka om, & A
Si{te m&¥ené kiivky krystalu rad, stupné w
Difrakéni koeficient na

maximu 1 P
Integrdlni koeficient reflexe rad R

Uhlovd disperse

Mrtvd doba detektoru
(poditace) s 1

rad (nm nebo rad) &  ae/dA



16

6. Ndzvy a symboly vztahujic{ se k interpretaci
~ rentgenovych dat a ke kvantitativni analyze

6.1 M&Feni relativni intensity rentgenového zdFendi I

4% uZ oddélime charakteristickd 3dry prvkd obsafenych ve vzor—

ku jakymkoliv zplsobem, zbyvd zméFit intensitu rtg. emisni &4-
ry kazZdého prvku, abychom ji mohli pFiFadit k jeho obsahu

ve vzorku. Obecny postup je ten, Ze se jako méfeného paramet-
ru pouZije relativnich intensit rpntgenoveho zd¥eni. Abychom
dostali relativni intensitu,je nutné provést korekeci na mrt-
-vog dgbu (viz odst. 5.1.5) a na vliv pozadi (viz odst. 4.1.3

a 2

6.2 Presnost ¢itdni impulst

P¥i méfeni rtg,zdreni lze presnost snadno odhadnout, nebol
fotony jsou p001tany Jeantllve. Emise fotond je nahodnym
procesem V case, pro néjz lze predpokladat Poiggonovo rozdé-
1en1. Prcto pro vyuledek méreni N pulsu kdyz N je dostated-
né velké, je standardni odchylka podtu impulst s(XN) ddna

vztahem s(N) = VN = Vﬂ;, kde I je intensita v impulsech za
1 2 at je doba méFeni v sekunddach. Pro zahrnuti vlivu dal-
S§ich ndhodnych chyb vznikajicich p¥i odelitdni pozadi nebo
uréovéni pomérl intensit se pouZiji pravidla seditdni roz-
ptyld ndhodnych veliéin.

Mé-1i napr. signdl na maximu ¢dry celkem N_ pulsid a

v oblasti pozadi md Ny pulsd, pak hodnota s(N) pro charakte-
ristickou ¢dru nad pozadim je s(N) = VN? + Ny = (IP + IB)t.
Jeliko%? Np a NB jsou obvykle velkd Cisla (vétS8i neZ 1000%

je standardni odchylka jednoho méfeni dobrou aproximaci sku-
teéné (pravé) standardni odchylky (viz &4st II.). Relativ-

ni standardni odchylka 8. mi%e byt psédna jako
VN T NB/(N - Ng)

6.3 Kalibradéni kiivky

Jedna z metod kvantitativni rentgenove spektroskopie pou21va
kallbracnlch k¥ivek, ve kterych je intensita rentgenového zd-
Peni vztazZend ke koncentra01 stanovovaného prvku. Kalibradni
kFivky, resp. inversni funkci intensita (koncentrace) vyjadfu-
jied analytlcke krlvky, se oestmgl pomoc1 referenénich vzorki.
Pro mnohosloZkové vuorky byvéd zapotrebi celé rady k¥ivek pro
jediny stanovovany prvek vzhledem k tomu, Ze je nutno respek-
tovat rGzné koncentrace ostatnich prvki ve vzorku. Tato sku-
teCnost omezuje pou21te1noct metody kalibradnich nebo analy-
tlckych k¥ivek a mluvi ve prospéch ucinnéjsich metod vyhodno-
covani dat.

1,

6.4 Kalibraéni funkce
Kalibradni funkce s empirickymi koeficientys Kalibradéni funk-
ci i-tého prvku lze psdt (viz odst. 3.2 Il.cédsti) s

X; = 8 (CT’ CpopeseCiensCy ) /rov.6.4.1/

v rentgenove spektroskopll je u¥itedénym tvarem pro kalibrad-
ni funkci regresni rovnice :

n
03/Ip,i = %ig * Z‘x‘ijc;j /rov.6.4.2/

kde Ir,i je mé¥end relativni intenzita rentgenového zdreni
pro prvek i,-aLib odpovidd prisefiku na ose ci/I
Obll + ublo'= 1 a ostatni hednoty obij
ovlivhovaci koeficienty, které predstavu31 v1liv Qrvku Jj na

prvek i. Ciselné hodnoty pro °L jsou ziskdny méFenim Fady

referendnich vzorkd znameho slozenl a FeSenim soustavy rovnic
typu 6.4.2 pro nezndmé obij.

red ?
jesou empiricky urcéené

Zvlastnl tvar rovnice 6.4.2 md nékolik vyznamnych vyhod
viE1l Jlnym tvarum regresnlch rovnic predev31m je nelinedrni
pro I co¥% umoznuge lep8i aproximaci skuteénych kalibrad-

nich krlvek z8 druhe, krlvka, kterd vychaz1 pro omezené roz-—

_péti cy neni nucena prochdzet poddtkem (v disledku <lenu o . O),

za t¥eti, je snadné Fe3it soustavu pro oL , protoZe rovnice .
jsou vzhledem k Ot linedrni, kdyZ zndme I ; 8 C; pro referenc-

n1 vzork¥ zg &tvrté, rovanice jsou llnearnl vzhledem k nezndmé
i nebot hodnoty Ir 5 jsou namérend data a tudiZz jsou kons-
£l

tantou v kazdé rovnici. .
6.5 Rovnice pro metodu zdkladnich parametri

Zévislosti 1nten31ty na koncentraci lze vypocitat ze zdklad-
nich fyz1ka1nlch parametru, tj. vyhnout se emplrlckym koefi-
cientim. Zékladnimi pozadovanyml parametry jsou : spektralnl
intensita primdrniho zd¥eni (viz odst. 4.1.3), hmotové zesla-
bovaci koeficienty (v1z odst. 4.3.3), fluorescencnl vytezek
fotoemise pro danou ddru (viz odst. 4.3.1) a absorpdni podil
pro kazdou elektronovou hladinu (koeflclent skoku na absorpcé-
ni hrané). Rovnice, které Jsou k urcenl koncentraci touto me-
todou pou21vany,zahrnu31 s¢itdni pres vSechny vlnové delky
primdrniho zd¥eni do potrebnych hloubek vzorku a separdtné se
Vyhodnocuae buzeni prlmarnlm zarenlm a sekunddrni buzeni. Ty-
to rovnice Vyzadual poéitalové resenl, ale na druhé strané
umoznu31 meximdlni operativnost této metody pro analytickou
praxi.
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6.6 Ndzvy a symboly uZivené p¥i zpracovdni dat a analyze

Termin

Celkovy poéet impulsi na
maximu édry nebo v misté
méFfeni pozadi

Relativni smérodatnd odchylka

Koeficient ovlivnéni prvku i
prvkem j

Smérodatnd odchylka podtu
pulst

rentgenka

kolimdtor

vzorek§%55

\jf_‘)rg tal [I]b'
' . vzor;:§5§ detektor

Praktické jednotky Symbol,
1 Np’ NB
1 S,
1 ok, .
i
impulsy s()
rentgenka

a. detektor& b,

obr. 1 Dvé metody rentgenové spektroskopie

a. vinovd disperze

,

b. energetickd disperze

19

P(6)

obr. 2 Intensita zd¥eni po prichodu krystalem jako funkce
dhlu v oblasti Braggova uhlu
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Nomenklatura a prezentace dat ve spektroskopii elektronl pFi
excitaci fotony

/boporudeni IUPAC 2z r.1975/

Preklad : Z.Bastl

Komise pro molekularni strukturu a spektroskopii pFi
IUPAC povaZuje za velmi dileZité dosdhnout dohody o nomenkla~-
tufe a zpGsobu prezentace spektralnich dat v této rychle se
rozvijejici a daleZité oblasti spektroskopie. Tato spektrosko-
pie pfedstavuje méFeni kinetické energie elektrond emitovanych
chemickymi Latkami obvykle v disledku excitace monochromatickym
rentgenovym zéFenim /v tomto pFipad® se b&in& nazyvé ESCA, tajoe
spektroskopie elektronli pro chemickou analyzu/ nebo excitace
ultrafialovym zaFenim /%asto nazyvand spektroskopie fotoelektro=~
ni/. V mnoha ohledech jsou oba uvedené zplsoby excitace komple-
mentidrni. V nékterych dalZich pFipadech, jimiZ se nebudeme v té-
to souvislosti zabyvat, dochézi k excitaci elektroni jinymi zpli=
soby, napf. elektronovym bombardovanim,

NejednoznaZnosti v nomeklatufe

Uvedme nékteré pFipady existujicich nejednoznalnosti:

a/ vyraz "spektroskopie fotoelektroni”, obvykle zkracovany jako
PES, je &£iroce u%ivan k oznateni analyzy kinetickych energii
elektrontt emitovanych pFfi excitaci fotony v UV oblasti z&fent
He I nebo He 1I. AvZak Logicky je toto oznadeni rovné&Z pouZi-
telné k charakterizaci spekter buzenych rentgenovym zafenim
/viz dalsi diskuse/.

b/ Vyraz "spektroskopie elektronl pro chemickou analyzu" obvykle
zkracovany jako ESCA je v3eobecn& pouZivan ve spojitosti se
spektry excitovanymi rentgenovym zaFenim, Av3ak spektra exci=-
tovand ultrafialovym zafenim vedou rovniZ k aplikacim v che=
mické analyze, zejména pii identifikaci uspofadéni atomd v
wolekuléach,
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Je tFeba se té3 zminit, 2e 1 jiné techniky spektroskopie
elektronl, pfedeviim spektroskopie energetickych ztrat a Auge-
rova spektroskopie maji rovné&Z zadvainé analytické pouZiti,

zZvladtnd problém, vedouci k nespravanym vyrazim, vzniké v
souvislosti se zkracovanim slova spektroskopie pismenem S.
Napf. vyraz "spektrum NMR" znamenajici “spektrum nukledrnt
magnetické rezonance"” je zfejm& spréavny, aviak neni tomu tak
v pfipadé vyrazu “"spektrum ESCA", ktery doslovné znamend
nspektrum spektroskopie elektronl pro chemickou analyzu",.
Obecn& se nedoporuiuje poufivat zkratky obsahujici pismeno §
jako zkratku pro slovo spektroskopie nebo spektrum., Vyjimky
jsou zkratky ESCA a PES, které byly z divodd historickych vie-
obecn& prijaty., Doporuduje se v3ak pouZivat tyto zkratky v
patfi&nych souvislostech a peélivé se vyhybat jejich nespréavné-
mu pou2fivadni jako napF. ve vyrazech “ESCA spektroskopie™ nebo
»pES spektrometr”, U v3ech spektroskopii elektronl se doporu=
éujeﬁve zkratkach pouZfivat pismeno E jako zkratku slova elek=-
tronda. ‘

Obecn® se doporufuje poufivat roz3ifeného oznafeni "spektra
fotoelektroni® pro spektra excitovand UV fotony /zéFfeni He I
nebo He II/., PFi tomto typu excitace elektrond valen&nich or-
bitaly skute&né viZechny elektrony, jejichZ kinetickd energie
se m&F4, pochézeji z fotoionoza¥niho procesu. Excitace fotony
s vy£3i energif, tj. rentgenovym zéfenim, obvykle vede, kromé
elektrony pochézejicich z fotoioniza&niho procesu, téZ k elek-
tronim produkovanym Augerovymi procesy. Je proto logické kom-

. pletni neinterpretovand spektra nazyvat "spektra elektronG®,

Termin “spektra fotoelektrond" Lze potom poufit pro pFislu3né
jdentifikované oblasti celkového spektra. Vhodny zplsob ozna=-
tovani spekter je “"He I spektrum fotoelektronG" nebo "AlL KA
spektrum fotoelektronii /slovy aluminium kd alfa spektrum foto-
elektrond/" atd. Nedoporuluje se pouZivat terminy "fotoemisni
spektroskopie” a "fotoionizatnt spektroskopie”,

$k&la energii

PF{ prezentaci spekter buzenych rentgenovym nebo UV zafe-
nim ve form& diagrami se b&ind pouffivaji tFfi zplsoby oznafovani
stupnice energii: ifonizaini energie, vazebnd energie a kine-
tickd energie elektroni. Prvni dva nazvy jaou alternativni néz-
vy pro tutéZ veliinu; kinetickd energie elektroni je rozdilem
energie fotonl budiciho zdrent a fonizalni energie, a tedy li-
neédrné roste s poklesem fonizalni, resp. vazebné energie, Jako
alternativa ionizaéni energie /v elektron-voltech/ se téi pou-
3§vad termin foniza&ni potenciédl /ve voltech/.

Na horni stupnici spektrélnich grafi se vieobecnd doporu-
2uje vynddet ionizaini energii Ej, na stupnici spodni mé&fenou
veliZinu = kinetickou energii elektronl. Posledné zmin&nd veli=-
tina mé smysl nejen pro elektrony pochazejici z fotoionizace,
ale 1 v pfipad® elektronl produkovanych Augerovymi deexcitaéd=
nimi procesy. Spektralni padsy, resp. Linie, které se vyskytuji
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ve spektrech buzenych rentgenovym zéfenim a maji svij pivod
v Augerovych procesech, je vhodné zfetelné& oznalit hvézditkou,
nebot pro né neplati 3kéla ionizalnich energii.

Obvyklou jednotkou kinetické energie elektronl je elek-
tronvolt, eV, Je=li zapotfebi vztahovattyto energie k jinym,
v SI jednotkéch vyjddFenym veliinam, doporuiu‘e se pro molar-
ni fonizaéni energii pouZivat jednotky J.mol =%,
== Orfentace 3kadly fonizadinich energif neni v Literatufe
uspokojivé definovédna, V pFipadé& excitace rentgenovym zéfenim
je ionizalnt /vazebnd/ energie obvykle vynaSena tak, Ze roste
zprava doleva. PFi excitaci zéfenim He I nebo H 1II z Literatu-
ry vyplyvd omezend preference orientace s rostouci fonfzalni
energii zleva doprava. Z divodd konzistence se doporuluje vy-
néSet spektra s rostouci kinetickou energii elektronl / tj.
klesajici ioniza&ni energii/ zleva doprava. Tento zplisob pre=
zentace je té2 konzistentni s ostatnimi spektroskopiemi elek=-
tront, kde vy33i hladiny molekuldrni excitace se nachézeji
pravideln& na levé strané spektrédlniho diagramu.

|

pal3i doporufeni pro prezentaci a publikaci spektrélnich
dat, : i

1. Stupnice na ose pofadnic diferencidlniho spektralniho grafu
by ’éla byti uvddéna v jednotkdch /dI/dV/, tj. ampér.volt=1,

v=1 nebo pulsy.sec -1, :

2. Pokud je to vhodné, mé&la by byt téZ uvedena informace o rych-
losti piFeb&hu /sweep rate/ ve Vs™' mefené oblasti spektra,

3, Méla by byt uvedena metoda kalibrace a dosaZend plesnost,

4, Vzhledem k tomu, Ze rlzné typy pfistrojia vykazuji riznou zé=-
vislost odezvy na kinetické energie elektronl, mély by byt
té2 uvedeny pfisluiné technické a provozni Gdaje o pouZitém
zafizeni.

odborné zkratky pouZivané ve spektroskopii /mikroskopii a
difraktometrii/., = I. Kompilace a klasifikace,

L. Delaey a 0, Arkens, Spectrochim. Acta 36B, 351 /1981/
Volny pFeklad Zasti tykajici se spektroskopie - A, Spatkova

Ovod

Stale se zvy3ujici potet spektroskopickych, mikroskopickych

a difrak&nich technik se stal dostupnym technicky i komeriné.
KaZdd zdkladni technika md je3td® spoustu pifidavnych a kaZdé
toto technické odvétvi si vyvinulo sviij vlastni jazyk, své

~ vlastni zkratky. Zejména v poslednich Llétech se velmi zvydil

potet a uZivani téchto zkratek oproti tém, které oficiflné
existovaly jiZ dfive, takZe i pro odborniky se stala tato si-
tuace ponékud neptehlednou, Standardizace uZivani t&chto zkra=-
tek byla proto diskutovana jiZ né&kolikrdt, ale vét3inou se
tyto diskuse tykaly pouze azkého oboru,

Tento &lanek je pokusem o souhrn viech zkratek vyskytu=-
jicich se v knihdch i publikacich, Zkratky budou klasifikovény
podle hlavnich obori, a to spektroskopie a rozptyl svétla,
mikroskopie, difraktometrie a detekini systémy nebo hodnoceni
date V druhé tasti, bude v abecednim pofddku vysvétlen vyznam
zkratek. Hlavni komerinZ dostupni techniky budou také krétce
charakterizoviny.

Klasifikace
Spektroskopie

Spektroskopie miZe byt definovédna jako odvétvi fyziky tykaji-
¢i se produkce, m&Feni 8 interpretace energetickych spekter
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J/elektromagnetickych nebo ¥astic/ vznikajicich bud emisi nebo
absorpct z4Fivé energie nebo Eastic z lLatky p#i bombardovéni
elektromagnetickym zafenim, elektrony, neutrony, protony,ionty
nebo neutrédlnimi atomy nebo zahFatim nebo buzenim elektrickym
nebo magnetickym polem; je pouZivéna ke zkoumani jaderné,ato-
mové, molekuldrni struktury nebo struktury pevného stavu a v
chemické analyze, Podle zpusobu vybuzeni spektra mohou byt de-
finovany rdzné typy spektroskopickych technik,

Jsou to tyto:

emisni spektroskopie /ES/, spektroskopie energetického spektra
vys%[anZEo vybuzenou Latkou; :

absorp&ni spektroskopie /AS/, studium spektra ziskaného pii
pruchodu zi§1v3 energle nebo energie &&stic ze zdroje studenéj-
$im, selektivné absorbujicim prostfedinm;

fluorescendni spektroskopie /FS/, emise elektromagnetického zé-
Feni, ktera je zpusobena de-excitaci atomu nebo molekuly exci-
tované elektromagnetickym zédfenim vy3%i frekvence /energie/;
jonisa&ni spektroskopie /IS/, studium spektra ziskaného pfFi
pruchodu zigeni ladtkou a zpusobujiciho jonisaci této Latky;
spektroskopie charakteristickych ztrit energie /ELS/, studium
spektra ziskantho ztratou energ‘e mono-energetického zéFeni
prochézejiciho latkou;

spektroskopie prahovych potencidll /APS/, studium minimalni
energle spektra, kterou musi mit dopadajict zdfeni, aby vyvola-
Lo jonisaci v latce. . . )
Podle povahy mé&Feného spektra rozliSujeme:

Optickou spektroskepii /0S/, vybuzeni, m&feni a interpretaci
eEeEtronagneticEEHo spektra vlnovych délek ultrafialové, vidi-
telné a infraervené oblasti v rozsahu asi od 10 mm do 100 um,
pFisludejici excitaci valeninich elektrond atomi a molekul a
vibracim a rotacim molekul;

rentgenovou spektroskopii /XRS/, vybuzeni, mé&fent a interpre=-
tacl e[eEtronagneticEEEo spektra vlnovych délek v rentgenové
oblasti v rozsahu od 10~ a% 10 um, pFfi EemZ primErnd vlnovéd
délka pouZivand pPi vyzkumu je asi 0,1 um;
s%3%13222!25_%%55§ﬁ25£2%%1 /ES/, studium energetického spektra
elektronu vysilaneho 2z tky bombardované elektromagnetickym
nebo jinym z4Fenim nebo buzenim jako funkci kinetické energie
elektroni;

neutronovu spektroskopii /NS/, metodu pozorovéni vybuzenych
stavu jadra, ve které neutrony se pou2iji k bombardovani terile
a zplsobuji, Ze jadra jsou pFevedena do vzbuzenych stavld rdz-
nymi jadernymi reakcemi;

jontovou nebo hmotnostni spektroskopii /IS nebo MS/, studium
spekter Fmotnostnich, kineticke energle a naboje fontd vysila-
.nych z Latky po bombardovdni nebo po pisobeni elektrického pole
nebo tepla;

mikrovlnou spektroskopii /MWS/, vybuzeni, méfeni a interpre-
tac] selektivn] absorpce a emise mikrovin, t.j. elektromagne=-
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tickych vin o vlinové déice mezi 0,3 a 30 cm, odpovidajici
frekvencim 1-1006Hz,

Podle vzniku v Llatce, kterd vysiléd spektra, rozeznévéme na pF.:

atomovou /AS/, molekulovou /MS/ nebo Eadernou ggektroskogii
/NS/, studium elektromagnetickych spekter emitovanych nebo ab-
sorbovanych zplsobenych pfechody v energetickych hladindch atow
mu, molekuly nebo jadra.

Pro zjiitovani chemického sloZeni jsou také uZiviny né&kte-
ré techniky rozptylu, a proto také tyto techniky budou zahrnuty
pod obecny pojem spektroskopie.

Rozptyl mii%e byt definovan jako odvétvi fyziky zabyvajici se
stuﬁ!em a mdfenim zm&n ve sméru &istice nebo fotonu zplisobenych
kolisi s jinou Eastici nebo systémem. JestliZe je Ulelem pouze
informace o krystalové struktufe nebo velikosti krystalu, roz-
ptyl bude uvadén také pod obecnym terminem difraktometrie.
RGzné typy technik rozptylu mohou byt definovdny takto:

elasticky nebo neelasticky rozptyl /ES nebo IS/, rozptyl zpi-
sobeny eEast!chu nebo nee[astgcﬁou kolisi nebo interakci;
neutronovy nebo jontovy rozptyl /NS nebo IS/, rozptyl neutroni
nebo ?onté ze smeru aopaaaiiciﬁo svazku paprski;

rozptyl svétla /LS/, proces, pFi kterém je energie odvedena ze
svazku paprsku svételného zdFeni a reemitovdna bez podstatné
zmény vlnové délky;

rozptyl pod malym Ghlem /SAS/, rozptyl svazku paprski elektro-
magnet?cEzﬁo neEo akustického zafeni nebo E&stic pod malymi
ahly tasticemi nebo dutinami, jejichZ rozméry jsou mnohokrat

vét3i neZ je vlnové délka zafeni nebo de Broglieho vlnova dél-
ka rozptylenych tastice

Uvedené zkratky jsou uZivany jako takové nebo ve spojeni s ji=
nymi zde citovanymi zkratkami nebo s né&kterymi dal3imi zkratka-
mi &asto nalezenymi v literatufe:

chemickd vazba /CB/, silné pFitaZliva sila, které drii dohro=-
mady atomy v molekuldch a krystalech a kterd miZe byt zménéna
nebo zrudena zafenim;

chemické sloZeni /CC/, jehoZ znalost je jeden z G¥ell spektro-
skopie;

fotodesorpce, desorpce pole, termdlni desorpce /PD, FD, TD/,
emise absorbovanych pevnych, tekutych nebo plynnych molekul
nebo iontl elektromagnetickym z&fenim pFfi pouZiti elektrickych
nebo magnetickych poli nebo tepla;

stimulovand nebo indukovani desorpce /SD nebo ID/, totéZ jako
predeslé a tasto pouzivané ve spogeni s E klektronovd/ nebo I
/iontova/;

termoiontovd nebo termélni emise /TE/, emise zplsobenad teplem;

indukované zé&feni nebo sekundirni emise /IR nebo SE/, emise
Zpusobena spec!iIn!n druhem dopadajiciho zaFfeni /elektrony,
'Ionty,...l;

fonizace povrchu /SI1/, emise nebo absorpce ionizaci atoml nebo
molekul v povrchovych vrstvach Latky;
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ener efick dispersni a vlnové dispersni /ED, WD/, zplsob zné=-
zornin! Tntensit zaFeni jako funkce energie nebo vinové délky
detekovaného a métfeného spektra, .

Ostatni nalezené zkratky specificky se tykajici bud optické,
rentgenové nebo elektronové spektroskopie jsou:

dalekd infralervend /FAR-IR/, infralervend /IR/, ultrafialové
) a vakuova ultrafialovéd oblast » 2 nichZ posledn e
elektromagnetické zafeni s vinovymi délkami krat3imi ne: 200um;
je tak nazyvéna, protoZe interference vysoké adsorpce v&tiiny
plynli vyZaduje prédci s evakuovanym piistrojem;

zesilenf svétla stimulovanou emisi z&feni /LASER /, aktivni
elektronic zarizeni, které premenuje dodanou energii ve velmi
tzky intensivni svazek paprski koherentniho viditelného nebo
infraterveného svétla;

Luminiscence /L/, emise svétla, kterd nemiZe byt pFiflena teplo-
tC emitujiciho télesa, ale je disledkem pFi%in jako jsou che-
mické reakce pifi normdlnich teplotidch, bombardovani elektrony,
elektromagnetické zafeni a elektricka pole, 3

Pro rentgenovou spektroskopii méme dale: : ; g
mékké rt aprsky /SX/, rtg z4feni majici pomé&rné dlouhou vi=
novou EZEEu a nanu pronikavost;

amma paprsky /R /, foton s vysokou energii, specielné vysilén
i!iren pF1 piechodu mezi dvéma jadernymi energetickymi hladi-
nami; :
elek;ronové délo /EP/, zafizeni, ve kterém je rtg zéFeni emi-

tovadno fokusacy extremn® malého a Gzkého svazku paprski mono-
energetickych elektrond,

Pro elektronovou spektroskopii je uZivéano:

elektronovd emise /EE/, emise elektronl pfi bombardovini jakym-
oliv jinym zdrojem;

sekundadrni emise /SE/ a sekunddrni elektron /SE/, elektron emi=-
tovany jako vysledek bombardovdn] materialu dopadajicim elek=
tronem;

emise pole /FE/, emise elektrond jako disledek pouZitého pole;
Augeruv elektron /AE nebo RA/, elektron, ktery je vypuzen z

atomu z diskrétni elektronové hladiny do fonizované kontinuél-

ni hladiny b&hem procesu bez zé&Feni po ionizaci elektronem s

vysokou energii, iontem nebo svazkem rtg paprski;

Le-Gressus-Massignon-Sopiret Auger /LMSA/, totéZ, ale ze spe=-
c1fickych elektronovych hladin;

fotoelektron /PE/, elektron uvoln&ny elektromagnetickym zdfe-
nim dopadajicim na Latku;

exoe lektron /XE/, elektrony emitované z povrchl Latek po tom

co tyto povrchy byly &erstvé utvofeny rGznymi procesy /zlom,

pfeména faze, «ee/; ‘

ositronovd annihilace /PA/, mé&feni annihilace positronu p#i
setkan] s elektronem v Llatce,

Pro definice uvadinych termind byl konsultovén slovnik védec=
kych a technickych terminG /bictionary of Scientific and Tech-
nical Terms-Edited by D.N.Lapedes, McGraw-Hill, New York 1976/

skopie Rozptyl

LAMMA=IMP

EID-EID=ESD=ELS, ESDI,
ESDN, SESD
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,AIM,BFS,IBSCA, IID=
IIR, IMMA=IMMA, INS,ISD,

ISS=LEIS,MBRS,MBSS,

MEIS ,MIKES,NIRMS,NIS,
PIS,RBS=BS=SNMS=HEIS,
SCANIIR,SIIMS,SIMS

DENS, DINS, NS

Spektroskopie

SEPES , SPP ,SXPES
AAMM,ACAR ,AEPS=

AFADS, AES=E-AESH
AES-E,ASLEEP,

q

, IETS
LEES,SAES,SUPSAM,

r

ARTES , I-AES=
IEE

pie

APS, BIS, EDX=EDS=EDXS | APECS , ARPES , P~
EXAFS ,DAPS ,MOSS=MES , | AES=AES-P,PAS,
NRS,PAC,SAXS, SEXAFS, | PES=XPS=ESCA,
VDS, WDX , XRF=XFA=XRFA | PESTS, PESOS, PSEE,

=

EDXS=EDX=EDS , EMMA,,
EMP=FMA=EPMA=EPM=

XMPA ,LEETXS ,SXAPS ,

SXE=SXES ,WDX=WDS CELS=CLS,EELS,

PIX,PIXE

BXE=BIXE=PIXE,

HEHIXE,IEX,IIXE=IEX | IIAFS=AES-T,

=IIXS,IMXA,NIR,PB

Tabulka spektroskopickych zkratek

QAS

0S:0ptickd spektroskopie|AS:Akustickd|XRS:Rtg spektroske- i ES:Elektronovd [NS:Neutronovd {IS: Iontovd Spektro-

AAS,AES,AFS,ATR=IRS,CIS,

COL,ELL,FAAS ,FAES ,FAS,
FES,FFS,FIIR,ICP,IRS,

MOLE , OES=AES=LOES, RRS,
SRS,UVS,VUVS, ZAAS

_—

BILE,BLE,IILE,IIRS

Budici

zdroj

svétlo

zdfeni
Gamma

Hertzovy

viny

Elektron | CL

Proton
Ion/

neutrdlni

atom

Neutron
Pole

APS,FDS, FIMADS, FIS,
GDNS ,GDMS

PSEE

GDOS

/E M/
Teplo
Ekustika
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